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REZUMATUL PROIECTULUI

In ultimele decenii, foarte multe realizari stiintifice si ingineresti au fost posibile datorita
metodelor de Control Nedistructiv (CND) care au verificat si testat permanent calitatea
produselor industriale, atat in productie cat si in faza de cercetare/dezvoltare. Dintre toate
metodele specifice CND, radiografia cu raze X a fost recent mult imbunatita prin aparitia
surselor de raze X microfocus (3-7 microni pata focala) cu putere ceva mai ridicata (100-
300W) si a unor detectorilor eficienti de radiatii cu rezolutie ridicata (20-75 microni). Astfel,
au aparut Radiografia Digitala (RD) si Tomografia Industriala Computerizata (TIC) care au
oferit o rezolutie spatiala mult imbunatita, la o penetrabilitate acceptabila. In ciuda acestor
progrese tehnologice, starea actuala a tehnologiilor din domeniul CND nu permite scanarea
cu rezolutiille dorite (circa 100-200 microni) a unor componente metalice
voluminoase/masive care sunt folosite curent in: aeronautica, industria spatiala, militara,
auto, sau industria petroliera. Solutiile folosite pe scara larga in industrie sunt bazate pe
folosirea surselor de radiatie de energie mare in domeniul 1-15 MeV (de tip LINAC) sau a
surselor gama izotopice (de tipul Co®). Dar aceste surse au diametrul petei focale mare, de
circa 0.5-2 mm [1], astfel ca resolutia spatiala ce se poate obtine este foarte mica si practic
tehnica nu poate fi utilizata. Astfel, consideram ca tehnica Laser Compton Scattering (LCS) este
o modalitate extreme de utila in radiografierea de inalta rezolutie deoarece radiatia gama emisa, in
domeniu 0,2 -19 MeV, are o pata focala extrem de redusa, de numai 20-40 microni. De aceea, inca
din ELI White Book [3] am subliniat nevoia de a realiza RD si TIC de inalta rezolutie pentru obiecte
voluminoase prin utilizarea ELI GAMMA BEAM. Avantajele folosirii sursei ELI GAMMA BEAM
in RD si TIC la scanarea de inalta rezolutie a obiectelor mari din industrie prezinta urmatoarele
avantaje majore: (i) este singura solutie care genereaza radiatie gamma de energii ridicate cu pete
focale mici; (ii) folosind fotoni cu energie de peste 1 MeV, rezultatele nu sufera de artefacte de
“beam hardening” si “streak” in metale, artefacte prezente in tehnicile curente bazate pe
brehmstrahlung. (iii) Avand o sursa monocromatica putem masura coeficientii de atenuare ai
materialelor cu acuratete ridicata si, facand aceeasi masuratoare la energii gamma diferite, poate fi
aplicata tehnica “dual/multi energy” pentru identificarea cu acuratete a materialelor. La ELI-NP, ne
asteptam sa obtinem rezolutie spatiala mult imbunatatita (100-200 microni) si contrast mai puternic
in aplicatii industriale deoarece intensitatea sursei la ELI-NP GAMMA BEAM este cu cateva ordine
de marime mai mare decat cele de la HIyS (USA) sau AIST (Japonia). Merita amintit ca partenerii
actuali din ELITOMO, fiind membrii si in ELI GAMMA BEAM GROUP au stabilit cerintele
minime pentru scanerele mecanice de RD si TIC. In acest proiect, noi propunem continuarea acestor
lucrari prin realizarea a doua sisteme de scanare si achzitie date (de tip tomograf) pentru realizarea
RD si TIC pentru obiecte mici si respectiv mari, dezvoltarea de detectori 1D si 2D, dezvoltarea de
pachete software pentru achizitie de date, controlul miscarii mecanice, algoritmi de reconstructie
tomografica 2D si 3D dedicati, analiza si vizualizarea datelor, etc. O serie de teste preliminare ale
ambelor echipamente vor fi efectuate in laborator, cu ajutorul surselor de raze X de tipul microfocus,
surse gamma sau LINAC. In final, testele se vor realiza la CETAL sau in alt laborator, apoi se vor
instala la ELI-NP GAMMA BEAM, fiind astfel gata de experimente chiar din prima zi.




